JORNADA EN EL IIE

“Sistema Métrico Decimal. Un cambio cultural y un reto
politico del siglo XIX”

ORGANIZADA POR:
El Comité de Metrologfa del Instituto de la Ingenierfa de Espaiia.

12 de'noviembre - 17:30 horas

Inscribirse a la jornada en esta pdgina o en el 91 319 74 17

PROGRAMA
e —

17:30  Bienvenida a los asistentes y presentacion de la Jornada.
Diia. Marfa Cruz Diaz Alvarez. Presidente del Instituto de la Ingenieria de Espafia.
D. Antonio Moreno. Presidente del Comité de Metrologia del IIE.

17:40 Mesa Redonda:
Doctor. Francisco Gonzilez de Posada. Académico
Doctor. José Angel Robles Carbonell. Director Centro Espafiol de Metrologia
Doctor. José Ubaldo Bernardos. Profesor contratado UNED
Doctor. Miguel Angel Sebastidn Pérez. Profesor emérito UNED

18:55 Coloquio

19:00 Clausura de la jornada

PRESENTACION

Conferencias para conmemorar el 175 Aniversario de la implantacién del Sistema Métrico Decimal en
Espafia. En 2024 se cumplen los 175 afios de la adopcidn de este Sistema en Espafia y ello da lugar a su
conmemoracion y difusién para mantener nuestra memoria histdrica viva y valorar el gran esfuerzo que
tuvieron que hacer gobiernos e instituciones, y la determinacién férrea, hoy diriamos resiliencia, de
algunos individuos para lograr sacar adelante lo que denominamos “reto politico y social”.
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INSTITUTO DE LA INGENIERIA
DE ESPANA


https://www.iies.es/

